












































专利名称(译) 用于测试电可配置数字显示器的技术以及相关联的显示器架构
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摘要(译)

本技术能够在任何μLED放置在显示器上之前或之后识别和精确定位有缺陷的微驱动器和/或行/列驱动器。使用这里描述的架构，测
试数据可以以并行方式从支持电路（例如定时控制器和/或主板）传送到驱动器，并且基于测试数据的输出可以类似地传送回支持电
路。确定哪些驱动程序有缺陷。这样就可以访问每个微驱动器和行干燥器的输出，从而能够识别特定的缺陷元件。
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